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附錄 A : MES 設備說明書內容 

 

設備說明書內容應包括： 

 

A.1 手持式、可攜(手提)式、車裝式、航空式、船舶式或主機連接式 

 

A.2 單模或多模式 

 

A.3 有源或無源天線 

 

A.4 含一天線埠或不含天線埠 

 

A.5 工作電壓之額定值、上限及下限 

 

A.6 若須測定傳導輻射時，則申請者須提供量測混附波發射頻率之增益值 

 

A.7 其他應說明之事項： 

(1) MSS 系統。 

(2) MSS 經營者規定之 Bn最大額定值。 

(3) MES 之每一載波頻率之額定頻寬之 a 值及 b 值。 

(4) MES 之工作頻率範圍。 

(5) 各 EIRP 值所適用之頻帶及工作條件。 

(6) MES 作業之設計最大數據速率。 

(7)  MSS 經營者對前述資料之同意書或申請者對前述資料之保證書，確認前述資料無誤。 

 

註 1：如 MES 含有源天線，該天線應視為 MES 之一部分。 

註 2：如 MES 係配合無源天線使用，應說明該設備所用天線之最大增益。 

註 3：如為多模式 MES，應說明其他工作模式，設備切換至測試模式之方法。 

註 4：如需特殊測試設備，應依附錄 B 之 B.2 規定辦理。 
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附錄 B : 檢測標準說明 
 

B.1 MES 檢測模式 
 

MES 須設定於不同之檢測模式，以執行本要點所定之各項檢測:  

 

   (1)  關機; 

 

   (2)  開機 (適用於下列所有之檢測模式); 

 

   (3)  載波關閉狀態;  

 

   (4)  載波打開狀態，發射功率調至最大，於工作頻帶中選擇特定頻道，並以測試調

變訊號調變之; 

 

   (5)  載波打開狀態，發射功率調至最大，於工作頻帶中選擇特定頻道，由網路控制

設備 (NCF) 指令設定，並以測試調變訊號調變之；若本模式可適用於所有之檢

測，則本節模式(4) 就不必另行要求。 

 

   (6)  載波打開狀態 (可檢測者) 

 

MES 可藉內裝之特殊裝置，或以申請者提供之特殊測試設備 (STE)，完成檢測模式(4) 

及(5)。 

 

若申請者為了這些檢測，而修改 MES，則申請者必須檢附完整之說明文件，以證明經修

改之部分，不致使得檢測結果有別於正常工作性能。 

 

B.2 特殊測試設備(STE) 
 

B.2.1 特殊測試設備說明 
 

特殊測試設備包括應提供之必要設施，使其 MES 在檢測實驗室之控制下，能維持在正

常工作狀態，並可接受網路控制頻道及網路控制設備之指令，執行檢測項目。 

 

特殊測試設備應提供檢測實驗室，檢測及接取 MES 所需之介面，以監視 MES 之工作情

形。 

 

若 MES 內含之特定裝置，不能提供所須之檢測模式時，則特殊測試設備也必須提供設

施，使 MES 達成所需之檢測模式。 

 

特殊測試設備及其操作之完整文件，必須由申請者提供。 
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B.2.2 使用特殊測試設備檢測監控功能 
 

為量測幅射及傳導性能，測試儀器之安排如圖 B.1 所示。  

 

特殊測試設備模擬 MES 於正常工作時之狀況，本測試安排將模擬其接收網路控制設備

之指令或網路控制頻道之一般模式，特殊測試設備收到 MES 之訊號反應，將不做任何

調變，直接傳到實驗室測試設備。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
圖 H.1 監控功能檢測之測試安排 

 

雙跡儲存模擬示波器，或是其他適當方法，是用來監視 MES 對模擬事件之反應。示波

器係用以量測事件或指令接收，及事件反應之間之時間差。 

 

功率表及頻譜分析儀在檢測全程係用以監視 MES 之輸出訊號。 

 

B.2.3 測試調變訊號 
 

測試調變訊號為基頻訊號用以調變 MES 之載波，而與待測設備之型式有關。此訊號符

合 CCITT O.153 建議，是一串至少有 511 比次之虛擬隨機位元順序。此順序必須連續重

覆，且必須置於申請者所指定之最大比次速率。 

測試調變訊號若不能由 MES 內部產生，則須由特殊檢測設備提供。 

 

B.3 實驗室測試設備 
 

實驗室測試設備是指檢測實驗室所提供符合測試規定之設備組合。 
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實驗室測試設備，包括任何檢測天線，對連續不變振幅正弦波信號之響應，在工作頻率

範圍內必須保持在校正值 1 dB 之內。 

 

表 B.1 為實驗室測試設備相關之量測參數，信賴值達 95%，其每一量測參數是用來量測

不確定度之最大值， 這些數值必須適當地應用在本要點之檢測項目。  

 
表 B.1：量測不確定度 

量測參數 量測不確定度 

射頻高於 1 MHz ± 1 part in 107 

工作頻帶內 EIRP 值 ± 0.75 dB 

不必要輻射發射 ± 6 dB 

不必要傳導發射 ± 4 dB 

 

B.4 MES 射頻發射之檢測方法 
 

量測方式必須視設備型式而定:  

 
表 B.2：檢測方式 

 設備帶有無源天線埠 (外接、內

接或臨時者) 

由機殼從 30 MHz 發射到 4 GHz (無源天線埠接至負

荷)， 從 100 KHz 傳導到 12.75 GHz。 

 設備沒有無源天線埠 由衛星行動地球電臺，含天線，從 30 MHz 發射到

12.75 GHz。 

 

輻射發射之量測方法詳見附錄 D. 

 

傳導發射之量測方法詳見附錄 E. 

 

B.5 量測結果之判定 
 

本要點所定檢測項目之量測結果按下列原則判定: 

 

(a) 各檢測項目之量測值，須用以判定受測設備，是否合乎本要點所定之最低合格標準; 

 

(b) 各檢測項目所使用之實驗室設備之實際量測不確定度，須載明於測試報告; 

 

(c) 各檢測項目之實際量測不確定度值，須小於 B.3 之規定。 

 

B.6 測試報告 
 

測試報告須記錄各項檢測項目之測試結果。 

 

測試報告亦須記錄各項檢測之測試條件 (MES 之狀況、工作頻率)、量測不確定度及測試

環境條件。 
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附錄 C ： 環境條件及主機連接設備 
 

C.1 概述 
 

本附錄說明本要點所定檢測項目須具備之環境條件。 

 

C.2 環境標準 
 

C.2.1 溫度 
 

MES 須在溫度範圍-10C 至+ 55C 間均符合所有之檢測標準。 

 

C.2.2 電壓 
 

申請者須指明額定電壓之最低電壓及最高電壓。 

 

MES 須在最低至最高電壓範圍內，符合所有之檢測標準。 

 

C.3 測試環境 
 

C.3.1 測試環境標準 
 

本要點第 4 點至第 8 點之檢測項目須在表 C.1 所定之條件下測試。 

 
表 C.1：測試環境標準 

設備類別 溫度 電壓 

手持式 正常溫度 正常電壓 (± 1 %) 

其他 正常溫度 最高電壓 (+0/-2 %) 

其他 正常溫度 最低電壓 (-0/+2 %) 

 

正常溫度為+15C 至+ 35C。 

 

所有其他之檢測項目須在正常之溫度及電壓下測試。 

 

C.3.2 最低及最高電壓條件下之檢測項目 
 

在最低及最高電壓下測試時，設備之電源須以測試電源取代。此測試電源可以產生 C.3.1

點所定之最低及最高電壓。測試電源之內阻須予降低，使其對測試結果之影響可以不

計。測試時，電源之電壓須在設備之輸入端量測。 

 

若設備已有固接之電源線，則測試電壓須在電源線接上設備之處量測， 若設備帶有電
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池，則測試電源須儘可能在接近電池端之處接上。測試期間，在每次開始改變檢測項目

時，電源電壓須保持在3%之內。 

C.4 主機連接設備及插入模組之檢測 
 

若設備須連接主機才能作用時，則下列兩種檢測方式均可使用，申請者必須指定採用何

種方法。 

 

C.4.1 方法 A: 組合設備 
 

按照方法 A，MES 與特定主機之組合，須用此組合方式測試本要點所定之檢測項目。 

 

若有一種以上之組合，而主機型式極為相似，特別是主機不太可能對 MES 之發射有重

大影響時，則無需對 MES 及其他主機之組合重覆測試。 

 

若有一種以上之組合而主機型式並不相似，則只有一種組合須檢測所有測試項目，而其

他之組合只須分別檢測輻射發射。 

 

C.4.2 方法 B: 使用測試架 
 

按照方法 B，MES 設計與一些主機使用，則申請者必須提供適當之測試架。此測試架為

這些主機之代表，測試架之設計必須使 MES 發射所受影響為最小；測試架必須使 MES

加電及激勵之方式，與其接成插入主機時之方式一樣。 

 

MES 須檢測本要點所訂之所有測試項目。 
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附錄 D ：  輻射發射之量測程序 
 

D.1 概述 
 

本附錄規定涉及幅射場量測之測試方法，此幅射場可以天線及/或設備本身之機殼輻射。 

 

有些參數之測定會有替代方法，這時檢測實驗室負責保證其使用替代方法所得到之結

果，與本附錄所定者一致。 

 

D.1.1 檢測場地 
 

標準之檢測場地須為校整過之戶外測試場地，其大小須適合量測之頻率範圍。 

 

所有輻射量測均須不對運轉中之衛星及地面系統產生干擾。檢測場地測試時有時會產生

電磁干擾，而相反的，外界之輻射也會干擾量測。因為這些原因，並且為了減少所需要

之場地大小，或是在極端之環境條件下測試時，可以使用其他之特殊場地。如:  

 

無回音室 

室內測試場地 

 

此外，測試場地之週遭雜音必須至少比量測之最低值還要低 6 dB。 

 

本附錄所定之量測方法是針對戶外測試場地而訂定，如使用無回音室或室內測試場地

時，量測方法會有些改變，測試報告須記錄每項輻射測試時場地之狀態。 

 

D.1.2  MES 輻射發射之測試安排 
 

MES 須置於規定之環境條件及規定之電源電壓下，執行本項測試。 

 

可安裝型、外接型及內接型設備，須約有 0.5 公尺之間隔。兩種設備之間，須接上申請

者所訂最長之連接電纜，電纜須置於高度 0.5 至 1 公尺之非金屬支架。 

 

外接型及內裝型設備須置於高度 0.5 至 1 公尺之不導電平臺上，而 MES 正常工作所需之

任何附屬設備，須置於外接型及內接型設備旁邊且高度相同之位置。 

 

可攜式設備須以申請者建議之正常工作組合，置於高度 0.5 至 1 公尺之不導電平臺上。 

 

待測 MES 須以其標準位置，並且開機狀態置於不導電平臺上。 

 

每一支天線(衛星行動地球電臺天線及測試天線)，須置於其他天線所輻射範圍外之位置。 
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頻譜分析儀之雜訊大小，須至少比待量測之最小值小 6 dB。 

 

D.1.3 MES 之參考位置 
 

在做輻射量測時，MES 須對測試天線調整方向，此一位置稱為參考位置，而以下列方式

決定: 

 

MES 須是在發射之模式; 

 

MES 須做水平及垂直旋轉，以確定測試天線檢測之電場為最大之方向，此方向即為參考

位置。 

 

D.2 輻射發射之量測程序－峰值量測 
 

D.2.1  MES 輻射發射峰值之量測程序 
 

1

2

3

地面

 0.5 至1 公尺
 高度範圍

 0.5 至0.4公尺

4  

(1) 待測 MES(加天線); 
(2) 測試天線; 
(3) 輸入濾波器 (需要時); 
(4) 頻譜分析儀 

圖 D.1: 量測安排 1 

 

 

須使用圖 D.1 之量測安排 1 

(a) 每次選定量測頻寬時，須完成下列之動作: 

 

1.MES 須置於第 D.1.3 點所定之參考位置。  

 

2.測試天線之極性須與 MES 天線之極性一致，連接至頻譜分析儀，必要時須先接輸入

濾波器，以防頻譜分析儀過載。 
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3.濾波器不能衰減載波之諧波。 

 

4.測試天線與輸入濾波器，須配合檢測之頻帶，必要時須每次更換。 

 

5.頻譜分析儀須調整至所要量測之頻寬。 

 

6.頻譜分析儀之頻寬解析度須調整適當，其峰值保持功能須予啟用，俾正確量測。 

 

7.視訊頻寬須調整為頻寬解析度之三倍以上。 

 

(b) 量測不必要發射時，只有比規定值減 6 dB 大或相等之假象訊號才需要精確之測量。 

 

在 Bn 之內，量測有效等向輻射功率(EIRP)時，測試頻寬內之峰值均須檢測。 

 

測試天線須在規定之高度範圍內上下移動，以使頻譜分析儀收到之訊號為最大。 

(若檢測場地為無回音室或室內測試場地時，則此步驟免除。)  

最大之測試值須予記錄。 

 

(c) 重覆步驟(a) 及(b)，以量測其他頻寬，直到全部所要分析之頻率範圍完成為止。 

 

(d) 若檢測場地已經校準過，則絕對量測值就足以決定輻射發射之有效等向輻射功率實

際值，此量測值加上 MES 與測試天線之精確距離，測試天線及輸入濾波器之特性，

即可決定 MES 輻射之有效等向輻射功率值。 

 

(e) 若檢測場地不能校準時，則須使用圖 D.2 之量測安排 2，做相對量測；圖中以代換天

線取代 MES，代換天線須置於 MES 天線之相同位置，且須接至訊號產生器。 

2

3

4

地 面

高度範圍

0.5至4公尺

1

 0.5 至 1公尺

 
(1) 正弦射頻訊號產生器; 

(2) 代換天線; 

(3) 測試天線; 
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(4) 頻譜分析儀 

圖 D.2: 量測安排 2 

 

 

(f) 在檢測場地不能校準下，量測不必要發射時，訊號產生器須調整至得檢測之每一個

發射頻率，而量測有效等向輻射功率時，訊號產生器則須調整至每一量測頻寬之中心

頻率，而代換天線須配合此頻率。 

 

頻譜分析儀須調整至所要量測之頻寬，且設定於與量測 MES 時相同之條件，其峰值保持

功能須予啟用，訊號產生器之輸出須調整至頻譜分析儀在步驟(b)所收到之相同大小。 

 

訊號產生器之輸出須記錄這個輸出值，按照代換天線之增益及訊號產生器到代換天線

之電纜損耗校正後，即為 MES 輻射發射之大小。 

 

(g) 重覆步驟(f) 以量測其他頻寬，直到全部所要分析之頻率範圍完成為止。 

 

(h) 量測不必要發射時，須使用極性相反之測試天線，重覆步驟(a)至(g)。 

 

D.2.2 機殼輻射發射峰值之量測程序 
 

MES 備有天線座時，量測不必要發射，除檢測 MES 之傳導輻射外，尚須執行機殼輻射

發射之峰值量測，且須使用圖 D.3 之量測安排 3。本量測程序除以量測安排 3 代替量測

安排 1 外，其量測程序依 D.2.1 所定之方法。 

 

2

3

4

地 面

 0.5 至 1 公尺

高度範圍

0.5 至 4 公尺

1  
(1) 測試負載; 

(2) 待測 MES(天線埠連接到測試負載); 

(3) 測試天線; 

(4) 頻譜分析儀 

圖 D.3: 量測安排 3 
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D.3 輻射發射之量測程序－平均值量測 
 

D.3.1  MES 輻射發射平均值之量測程序 
 

須使用圖 D.1 之量測安排 1。 

 

(a) 每次選定量測頻寬時，須完成下列之動作: 

 

1.MES 須置於第 D.1.3 點所定之參考位置。  

 

2.測試天線之極性須與 MES 天線之極性一致，連接至頻譜分析儀，必要時須先接輸入

濾波器，以防頻譜分析儀過載。 

 

3.濾波器不能衰減載波之諧波。 

 

4.測試天線與輸入濾波器，須配合檢測之頻帶，必要時須每次更換。 

 

5.頻譜分析儀須調整至所要量測之頻寬。 

 

6.頻譜分析儀之頻寬解析度須調整適當，其平均值保持功能須予啟用，俾正確量測。 

 

7.視訊頻寬須與頻寬解析度相同。 

 

(b) 測試天線須在規定之高度範圍內上下移動，以使頻譜分析儀收到之訊號為最大。 

   (若檢測場地為無回音室或室內測試場地時，則此步驟免除。) 

 

在測試頻寬範圍內之 EIRP 值變動量小於 1 dB 時，即可將有效等向輻射功率予以平

均，此平均值須予記錄。 

 

(c) 重覆步驟(a)及(b)以量測其他頻寬，直到全部所要分析之頻率範圍完成為止。 

 

(d) 若檢測場地已經校準過，則絕對量測即足以決定輻射發射有效等向輻射功率之實際

值，再加上 MES 與測試天線之精確距離，測試天線及輸入濾波器之特性，即可決定

MES 輻射之有效等向輻射功率。 

 

(e) 若檢測場地不能校準時，則須使用圖 D.2 之量測安排 2，做相對量測；圖中以代換天

線取代 MES，代換天線須置於 MES 天線之相同位置，且須接至訊號產生器。 

 

(f) 在檢測場地不能校準下，訊號產生器須調整至每一量測頻寬之中心頻率，而代換天

線須配合此頻率。 
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頻譜分析儀須調整至所要量測之頻寬，且設定於與量測 MES 時相同之條件，其平均

值功能須予啟用。 

訊號產生器之輸出須調整至頻譜分析儀在步驟(b)所收到之相同大小，在測試頻寬範圍

內之 EIRP 值變動量小於 1 dB 時，即可將有效等向輻射功率予以平均，此平均值須予

記錄。 

 

此平均值，再按照代換天線之增益及訊號產生器到代換天線之電纜損耗校正後，即為

MES 輻射發射之大小。 

 

(g) 重覆步驟(f)以量測其他頻寬，直到全部所要分析之頻率範圍完成為止。 

 

(h) 量測不必要發射時，須使用極性相反之測試天線，重覆步驟(a) 至(g)。 

 

D.3.2 機殼輻射發射平均值之量測程序 
 

MES 備有天線座時，量測不必要發射，除檢測 MES 之傳導輻射外，尚須執行機殼輻射

發射之平均值量測，且須使用圖 D.3 之量測安排 3。本量測程序除以量測安排 3 代替量

測安排 1 外，其量測程序依 D.3.1 所定之方法。 
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附錄 E ： 傳導發射之量測程序 

 

E.1 概述 
 

本附錄規定傳導發射量測之測試方法 。 

 

有些參數之測定會有替代方法，這時檢測實驗室需負責保證其使用替代方法所得到之結

果，與本附錄所定者一致。 

 

E.1.1 檢測場地 
 

傳導發射量測之檢測場地，除量測時不能干擾運轉之衛星及地面系統外，並無特別之規

定。 

 

E.1.2 測試安排 
 

須使用圖 E.1 之測試安排。 

 

 

 

 

 

 

 
圖 E.1: 傳導發射之測試安排 

 

MES 之天線須經過測試負載連接到頻譜分析儀，必要時，須先連接適當之濾波器，以防

頻譜分析儀過載，測試負載不能產生載波之諧波。而濾波器不能衰減載波之諧波，濾波

器須配合檢測之頻率，必要時須每次更換，頻譜分析儀之雜訊大小須至少比量測最低值

小 6 dB。 

 

E.2 傳導發射之量測程序－峰值量測 
 

(a) 每次選定量測頻寬時，須完成下列之動作: 

 

1.頻譜分析儀須調整至所要量測之頻寬。 

 

2.頻譜分析儀之頻寬解析度須調整適當，其峰值保持功能須予啟用，俾正確量測。 

 

3.視訊頻寬須調整為頻寬解析度之三倍以上。 

 

待測衛星 

設    備 

射頻訊號 

產 生 器 

測試負載 濾波器 頻譜分析儀 
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(b) 量測不必要發射時，只有比規定值減 6 dB 大或相等之假象訊號，其檢測到之功率峰

值始須予記錄。 

 

在 Bn 之內，量測有效等向輻射功率時，測試頻寬內之功率峰值均須予記錄。 

 

(c) 重覆步驟(a) 到(b)以量測其他頻寬，直到全部所要分析之頻率範圍完成為止。 

 

(d) 每次量測頻寬等值輻射發射之有效等向輻射功率之實際值，等於頻譜分析儀讀取之

功率值，加上 MES 之最大天線增益、或加上混附波發射頻率所指定之增益。 

 

E. 3 傳導發射之量測程序－平均值量測 
 

(a) 每次選定量測頻寬時，須完成下列之動作: 

 

1.頻譜分析儀須調整至所要量測之頻寬。 

 

2.頻譜分析儀之頻寬解析度須調整適當，其平均值保持功能須予啟用，俾正確量測。 

 

3.視訊頻寬須與頻寬解析度相同。 

 

(b) 量測時間須使量測值，與連續量測抽樣平均值之差小於 1 dB，但若量測值符合規定

值時，得使用 100 ms 之量測時間。 

 

量測頻寬內平均功率值須予記錄。 

 

(c) 重覆步驟(a)到(b)以量測其他頻寬，直到全部所要分析之頻率範圍完成為止。 

 

(d) 每次量測頻寬等值輻射發射有效等向輻射功率之實際值，等於頻譜分析儀讀取之功

率值，加上 MES 在正常工作頻率量測之最大天線增益。 
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附錄 F ：  額定頻寬之說明 
 

F.1 概述 
 

本附錄以圖表說明 Bn (額定頻寬)之定義。 

 

F.2 參數 (Bn, fc, a, b) 之解釋 
 

規定頻譜之上限，

指配頻譜之上限。

指配頻譜之下限

Bn

a

b

      設備之發射頻譜

             適用之不必要發射罩

規定頻譜之下限

fc

圖 

F.1: 額定頻寬及不必要發射罩 

 

發射頻譜之中心頻率訂為 fc; a 及 b 值定義額定頻寬 Bn，Bn值之選定須使發射頻譜不超出

不必要發射罩。 

 

F.3 額定頻寬之選定 
 

Bn是申請者根據設備發射頻譜之寬度及形狀選定，選定較佳之 Bn可使 MES 可用之工作

頻率範圍為最大，即在不超出不必要發射罩下，儘量選擇最窄之 Bn，增加可用之工作頻

率範圍。為了說明，圖 F.2 舉了兩個例子，圖中有載波頻率(f1, f2)兩個頻道及不必要發射

罩。 
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圖 F.2: 額定頻寬之選定 
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Example Case B: 
Optimal choice of nominated bandwidth 
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Unwanted emissions masks 
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Key: 

 

 

例 B: 

選定較佳額定頻寬時可用之工作頻率範圍 

 

   

 

 

 

 
  

不必要發射罩 

 

頻譜包絡 

 

例 A: 

選定較差額定頻寬時可用之工作頻率範圍 

圖例 
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例 A 中，低載波頻道(中心頻率 f1)工作於最低頻率，而 Bn 鄰近以指配頻率之下限。相同

的，高載波頻道(中心頻率 f2)工作於最高頻率， 載波可用之調整範圍如圖所示。 

例 B 中，情況相似，但 Bn 較小，最高及最低頻道工作於較接近於指配頻率之上下限，

因此可用之範圍就較大。 

 

F.4 額定頻寬之最大值 
 

Bn如第 2.1 點所定，故頻率間隔 (fc - a, fc + b) 之最大值會有下列其中一種情況: 

(i) 在窄頻系統中，且 a = b 時，Bn之最大值不得超過 4 個額定載波頻率(即 5 個頻道間隔)； 

(ii) 在窄頻系統中，且 a  b 時，Bn之最大值不得超過 1 個額定載波頻率(即 2 個頻道間隔)； 

(iii) 在寬頻系統中，且 a = b 時，Bn之最大值不得超過 1 個額定載波頻率(即 2 個頻道間隔)； 

(iv) 在寬頻系統中，且 a  b 時，Bn之最大值不得超過 1 個額定載波頻率(即 2 個頻道間隔)。 

 

註: 下列各圖中, fc 表示傳送之實際頻率。 

 

因此，情況(i)額定頻寬之最大值如下圖所示: 

 

Bn

f
c

a b

(額定載波位置)

 
圖 F.3: (i)之額定頻寬最大值 

(Δ 很小時，Bn 趨近 5 個頻道間隔，而只含 4 個額定載波。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情況(ii) 額定頻寬之最大值如下圖所示: 
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Bn

f
c

a b

(額定載波位置)

 
圖 F.4: (ii)之額定頻寬最大值 

(Δ 很小時，Bn 趨近 2 個頻道間隔，而只含 1 個額定載波。) 

 

 

 

情況(iii) 額定頻寬之最大值如下圖所示: 

 

B
n

f
c

a b

(額定載波位置)

 
 

圖 F.5: (iii)之額定頻寬最大值 

 

(Δ 很小時，Bn 趨近 2 個頻道間隔，而只含 1 個額定載波。) 

 

 

 

 

情況(iv) 額定頻寬之最大值如下圖所示: 
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Bn

f
c

a b

(額定載波位置)

 
圖 F.6: (iv) 之額定頻寬最大值 

 

(Δ 很小時，Bn 趨近 2 個頻道間隔，而只含 1 個額定載波。) 

 

 

 

 

 

 

 


